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Menghidupkan SEM 

 

1. Hidupkan Stabilizer. Arahkan ke atas tombol power, kemudian tunggu hingga stabil 

± 220 V.  
2. Hidupkan Stepdown dan tunggu hingga output tegangan stabil ± 100V AC.  
3. Hidupkan SEM dengan putar kunci ke kanan pada “Main Power” dari posisi OFF => 

ON => Start (tahan 2 detik) kemudian kembalikan ke posisi ON.  
4. Hidupkan UPS kemudian tekan tombol power di CPU, dan tunggu hingga 

proses loading komputer selesai.  
5. Kemudian double klik pada ikon SEM Main Menu di layar komputer (kemudian 

program SEM akan muncul).  
6. Nyalakan Camera Chamberscop 

 

Preparasi Sampel 
 

1. Tempelkan carbon tape pada specimen mount untuk meletakkan sampel.  
2. Pasang sampel pada specimen. Setting tinggi permukaan sampel sama dengan tinggi 

permukaan specimen holder, kemudian kencangkan skrup dengan kunci L yang sesuai. 

3. Pastikan sampel menempel pada carbon tape dan bebas debu dengan cara diblower.  
4. Untuk sampel yang non konduktif apabila ingin dianalisa di high vacuum sebelum 

dimasukkan ke dalam chamber, sampel harus di coating dulu menggunakan Auto 

Fine Coater. 
 

 Preparasi sampel tergantung dari jenis sampel
Metode Coating 

1. Buka tutup Auto Fine Coater kemudian letakkan tutupnya di tempat 

yang disediakan.  
2. Masukkan sampel pada Auto Fine Coater Chamber, letakkan pada posisi di 

tengah.  
3. Setting arus yang digunakan 10mA dan waktu operasi coating 30 

detik, kemudian klik start.  
4. Setelah selesai biarkan sebentar hingga vakum berkurang, kemudian buka tutup 

dan ambil sampel yang telah dicoating. 

 

Memasang Sampel 
 

1. Klik VENT dan tunggu hingga lampu indikator vent dilayar dan mesin berhenti 

berkedip.  
2. Buka specimen chamber dengan menarik ke belakang secara hati-hati.  
3. Masukkan sampel. 
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4. Pilih jenis specimen holder yang digunakan dan isi tinggi sampel pada standard 

setup menu  
5. Atur WD (Working Distance) dengan memutar knob Z, untuk menentukan nilai Z. (Z 

min=25) 
 
 

Z = WD + t 

 

WD = jarak antara detektor dengan sampel 
 

Z = jarak antara detektor dengan sampel holder 

t = tinggi sampel dari sampel holder 

 

Observasi 
 

1. Pastikan SEM sudah ready.  
2. Klik HT OFF (warna biru) sehingga ikon berubah menjadi HT ON (warna hijau).  
3. Cari objek yang akan dianalisa dengan scan 2, kemudian memperbesar atau 

memperkecil gambar dengan cara klik Mag + dan Mag – atau dengan 

operation keyboard magnification.  
4. Untuk mengatur fokus klik AF (otomatis) atau cara manual dengan klik focus.  
5. Untuk mengatur kontras dan gelap terang gambar, klikACB (otomatis) atau cara 

manual dengan klik Contrast/Brightness, lalu drag dan geser mouse ke arah kanan dan 

kiri sehingga kontras dan gelap terang gambar sesuai dengan yang diinginkan. 
 

6. Untuk mengatur Stigmator gambar klik AS (otomatis) atau cara manual dengan klik 

Stig X/Stig Y, lalu dragdan geser mouse ke arah kanan dan kiri sehingga gambar 

semakin fokus. 
 

 Untuk langkah no. 3 – no. 6 dapat juga dilakukan menggunakan operation keyboard 

(OKB)
7. Untuk memindahkan posisi sampel klik Stage pada menu SEM kemudian pilih holder 

yang digunakan dan dobel klik posisi yang kita inginkan maka secara otomatis sampel 

akan berpindah ke posisi sesuai yang dipilih. Atau dengan cara dobel klik pada 

gambar maka titik yang diklik akan berpindah ke posisi tengah. 
 

8. Untuk mengukur gambar klik Scaler, dengan menu ini dapat melakukan pengukuran 

jarak, diameter sudut, luas area, counting, menuliskan text,dsb.  
9. Untuk analisa menggunakan detektor BEI (Backscatter Electron Image), caranya:  

 Matikan Camera Chamberscope
 Klik SEI pada menu SEM, kemudian klik BEIW
 Pilih dan klik BEC untuk komposisi, BES untuk shadow, BET untuk topografi
 Klik scan 3
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 Klik ss untuk merubah spot size antara 50 – 60

 

Mematikan SEM 
 

1. Klik VENT dan tunggu hingga lampu indikator vent berhenti berkedip.  
2. Naikkan nilai Z dengan memutar knob Z ke bawah untuk mengurangi resiko 

tabrakan dengan detektor pada operasi selanjutnya.  
3. Tarik specimen chamber, kemudian keluarkan sampel.  
4. Tutup kembali specimen chamber.  
5. Klik EVAC dan tunggu hingga ready.  
6. Klik File => Exit JEOL Sanning Electron Microscope atau klik lambang silang 

(X) pada pojok kanan atas.  
7. Matikan PC dengan klik shutdown pada layar komputer kanan.  
8. Matikan Camera Chamberscope.  
9. Matikan SEM dengan putar kunci ke kiri pada “Main Power” dari posisi ON => OFF.  
10. Matikan UPS dengan tekan tombol power.  
11. Tunggu 15 menit.  
12. Matikan Chiller.  
13. Matikan Stepdown Stabilizer kemudian matikan UPS/MCB. 

 

Prosedur Penggunaan EDS 
 

1. Tentukan bagian yang akan dianalisa, cari image dengan SEM menggunakan langkah 

observasi, buat pada perbesaran maksimum 3000 x.  
2. Atur WD 10dengan cara :  

 Pastikan Camera Chamberscope menyala untuk kontrol keamanan.
 Klik AF, maka akan terlihat nilai WD pada layar SEM.


 Atur nilai WD tersebut dengan memutar knob Z hingga WD menjadi 10. 

Apabila tinggi sampel sangat tipis (bisa dianggap nol mm), maka Z = W.
 Atur focus dengan klik AF atau OKB jika diperlukan.

3. Nyalakan tombol power supply EDS, tunggu hingga 2 lampu indikator menyala.  
4. Matikan Camera Chamberscope (apabila masih menyala).  
5. Klik Analysis Station  
6. Klik Image  
7. Klik kanan pada icon monitoring pada toolbars pilih T3.  
8. Naikkan spotsize dan lihat indikator pada monitoring mencapai 3000cps.  
9. Klik Spc.  
10. Klik Ptbl kemudian klik reset, tunggu hingga proses selesai.  
11. Klik Qual dan klik Quan. 
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12. Print Preview => Export => Ms. Word => kembalikan ke T2 dan SS 20 

 

Prosedur Mapping bila diperlukan  
1. Klik kanan pada icon monitoring pada toolbars pilih T2.  
2. Naikkan spotsize dan lihat indikator pada monitoring mencapai 5000cps.  
3. Klik Map dan tunggu hingga proses selesai. 

 

Prosedur GUN Alignment  
Ketika gambar mengalami perubahan brightness secara drastis saat dinaikkan spotsizenya, 

maka perlu dilakukan manual gun alignment, sbb: 
 

1. Set sampel dalam kondisi high vacuum (standart sampel – ZnO) dan menggunakan 

signal Secondary Electron Image (SEI) dan magnification paling kecil (30x).  
2. Klik Gun Icon (maintenance – filament adjustment).  
3. Geser slide bar pada filament heating hingga pada posisi sedikit di sebelah kiri bar 

yang berwarna orange.  
4. Set spot size pada 30 dan adjust Tilt X dan Y pada alignment sehingga 

diperoleh gambar paling terang/brightness.  
5. Geser kembali slide bar pada filament heating hingga pada posisi paling kiri 

atau minimum.  
6. Kemudian geser slide bar pada filament heating perlahan-lahan ke arah kanan sehingga 

brightness bertambah, saat digeser lebih lanjut ke arah kanan maka brightness menjadi 

stasioner atau tidak berubah.  
7. Geser kembali perlahan slide bar pada filament heating ke arah kiri sampai pada titik 

stasioner. Jika slide bar tersebut berada di sebelah kanan titik stasioner pada area warna 

orange maka life time filament menjadi lebih pendek. 
 

8. Adjust LC (load current) dengan set bias sehingga diperoleh nilai 

sbb: Untuk Acc Voltage 30 kV LC 70  
Untuk Acc Voltage 20 kV LC 60 

Untuk Acc Voltage 10 kV LC 50  
LC diperoleh dari Acc + 40, contoh : 5 kV + 40 = LC = 45  

9. Naikkan Spot size bertahap dari 30 ke 90, jika gambar menjadi gelap, adjust Shift X 

dan Y untuk merecover brightness.  
10. Maksimalkan brightness pada spot size 90 dengan Shift X dan Y.  
11. Set  spot size ke 30 dan maksimalkan brightness dengan Tilt X dan Y.  
12. Perbesar magnifikasi sampai minimal10.000 x, lalu klik wobbler dan adjust knob X 

dan Y untuk meminimalkan pergeseran gambar. Setelah selesai klik OFF. 
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Prosedur Low Vacuum Mode  
1. Ikuti prosedur memasukkan sampel langkah 1 – 6  
2. Matikan Camera Chamberscope  
3. Klik Low Vacuum  
4. Klik EVAC dan tunggu hingga status READY dan HT OFF  
5. Pilih pressure yang kita inginkan sekitar 70pa dan atau lebih (pressure 

disesuaikan dengan jenis sampel) 
 

6. Klik Start dan tunggu sampai pressure yang kita pilih tercapai (ikon berubah 

menjadi stop)  
7. Ubah spot size antara 50 dan atau lebih  
8. Klik Scan 3  
9. Untuk mendapatkan image lakukan langkah seperti pada prosedur observasi, 

namun detector yang bisa kita gunakan hanya detector BEI (Backscatter Electron 

Image) 
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